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摘要(译)

本发明公开了一种阵列断裂电极的免疫检测方法，该方法以芯片为分析
平台以阵列断裂电极为检测电极，标记有贵金属纳米粒子的针对分析物
的抗体在检测电极的间隙处形成二元或三元免疫复合物，银增强溶液在
贵金属纳米粒子的催化作用下形成银沉积，形成具有不同阻抗的电极以
形成不同的光电流信号，进而对待测物进行定量测量。本发明方法信号
稳定、可比性强、灵敏度高、激发光波长和光电活性材料可选范围大，
可以实现通量化分析。
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